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(57) Формула изобретения
Способ изготовления эталонных образцов в форме параллелепипеда с

искусственными дефектами для градуировки и установки порога чувствительности
ультразвуковых дефектоскопов, включающий выполнение в образце технологических
сквозных отверстий диаметром от 0,5 мм до 1,0 мм, перпендикулярных продольной
оси образца и параллельных его рабочей поверхности, последующее введение в них
обрабатывающего инструмента, применение электроэрозионной обработки для
выполнения этим обрабатывающим инструментом узких сквозных пазов, параллельно
сквозным технологическим отверстиям, высотой от 5 до 20 диаметров инструмента.
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